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概  要 

 

BL6N1：軟X線領域のX線吸収微細構造(XAFS)測定および光電子分光測定により

材料中の原子の化学結合状態や局所構造を解析。利用可能な X線のエネルギー

領域は 1.75keV～6keV(K吸収端で Si～Cr)。ビームラインには大気圧下測定シス

テムと高真空測定システムが設置されている。大気圧測定システムでは、He雰囲

気下で転換電子収量と半導体検出器による部分蛍光収量とを同時に計測する

XAFS測定が可能。一方、静電半球型電子分光器を備える高真空測定システムで

は、全電子収量及びオージェ電子収量 XAFS測定や、光電子分光測定が可能。 

従来技術・ 

競合技術 

との比較 

（優位性） 

大気圧測定では液体試料や製造現場や材料の実使用時に近い環境での XAFS 測

定ができる。また、転換電子収量と蛍光収量による同時 XAFS 測定により、表面と

内部の状態を同時に評価することができる。光電子分光ではラボ XPS より高い励

起エネルギーによる測定が可能でラボ XPS では捉えることができない深部の情報

が得られる。トランスファーベッセルを用いることで大気非暴露測定も可能である。 

本技術の 

有用性 

電解液や潤滑剤の劣化現象解明。高機能セラミックスの化学状態評価。ゴム、接

着剤の硫黄の化学結合状態評価。 

関連情報 

（図・表・写真等） 

 

 

適用可能製品 二次電池、高機能セラミックス、ゴム製品、潤滑剤、接着剤、半導体 
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